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Przedmiotem wynalazku jest akustoelektroniczne
urzadzenie stuzace do korelacyjnej analizy dwu-
wymiarowych statycznych lub ruchomych obra-
z6w optycznych.

Znane dotychczas elektroniczne kolejnoliniowe
urzgdzenie do autokorelacyjnej analizy dwuwy-
miarowych obrazéw optycznych skladajg sie z
dwoéch niezaleznych blokéw funkcjonalnych, bloku
analizatora obrazu optycznego polaczonego z blo-
kiem autokorelatora. W autokorelatorze wyznacza
sie funkcje autokorelacji otrzymanych w analiza-
torze sygnailéw wizyjnych odpowiadajacych roz-
ktadowi oswietlenia na poszczegélnych liniach
obrazu.

Znane sg dwa akustoelektroniczne analizatory,
w ktorych w spos6b catkowicie elektroniczny
otrzymuje sie sygnal elektiryczny odpowiadajacy
rozkladowi oswietlenia dwuwymiarowego obrazu
optycznego. Z opisu patentowego nr 117 476 znany
jest analizator stanowigcy klasyczny uklad dwu-
wymiarowego konwolutora akustoelektronicznego
typu polprzewodnik — piezoelektryk. Na po-
wierzchni piezoelekiryka, na jego obrzezach, usy-
tuowane s3 pod katem korzystnie 90° dwa prze-
tworniki powierzchniowych fal impulsowych. Na
powierzchni piezoelektryka przylegajacej do plytki
péiprzewodnika propagujg sie odpowiednio op6Z-
nione impulsy fal powierzchniowych. Cze§é wspol-
na impulséw, w postaci plamki, przesuwa si¢
wzdluz zadanej linii obrazu, ktéry pada poprzez
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piezoelektryk na S$wiatloczuly powierzchnie po6i-
moduluje intensywno$§é nielinio-
wych oddziatywan fal powierzchniowych z noéni-
kami tadunku w péiprzewodniku. Odczyt rozkiadu
oSwietlenia jest w tym urzadzeniu nieniszczacy
i polega na pomiarze pojemno$ci waraktora po-
wierzchniowego, ktérym jest powierzchniowa war-
stwa pélprzewodnika.

Inny analizator tego typu posiada na obrzezach
piezoelektryka dwa przetworniki cigglych fal po-
wierzchniowych, a na zewnetrznych powierzch-
niach ukladu konwolutora, réwnoleglych do ptasz-
czyzny propagacji fal powierzchniowych zawiera
ukitad dwéch prostopadlych wzgledem siebie stru-
ktur waskich réwnoleglych paskéw metalicznych
przelaczanych do koncéwek obwodu wyjsciowego
za pomoca ukladu sterujacego zgodnie z wybra-
nym schematem skaningu. Odczyt rozkladu o$wiet-
lenia w plaszczyZnie obrazu ma miejsce w obsza-
rze, w ktérym przecinaja sie dwa wybrane paski
metaliczne z dwoéch prostopadiych struktur. Po-
dobnie, jak w poprzednim urzadzeniu odczyt jest
nieniszczacy i polega na pomiarze pojemnosci wa-
raktora powierzchniowego modulowanej o$wietle-
niem.

Do otrzymania funkcji autokorelacji stosuje si€
autokorelator skladajgcy sie z dwéch klasycznych
konwolutoréw akustoelektronicznych. W jednym
konwolutorze otrzymuje sie przebieg odwrécony w
czasie f(-t) w stosunku do przebiegu podstawowe-
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go f(t). Przebiegi odwr6cony i podstawowy podaje
sie na dwa wejScia drugiego konwolutora, na
wyjéciu ktoérego . otrzymuje sie sygnal odpowiada-
jacy autokorelacji sygnatu £(t).

Dzialanie przedstawionego wyzej autokorelatora
nie jest ’powiazane z analizg dwuwymiarowych
obrazow optycznych. Wyznacza on funkcje auto-
korelacji dowolnego sygnalu analogowego wyko-
nujgc wszystkie procesy konieczne do wyznacze-
nia funkcji autokorelacji, to jest odwrécenie w
czasie sygnalu f(t), mnozenie sygnalow f£(t) i £(-t)
oraz calkowanie.

Znane urzadzenia do autokorelacyjnej analizy
dwuwymiarowych obrazéw optycznych, zawierajq-
ce omOéwione wyzej analizator i autokorelator, nie
byly zatem optymalne, bowiem nie wykorzysty-
waly wzajemnych powigzan pomiedzy pracg ana-
lizatora i autokorelatora, dzialajacych niezaleznie
wedlug swoich procedur wewnetrznych. Ponadto
znane urzgdzenia nie przeprowadzaly réwnoczes-
nej analizy réinych czeSci obrazu. Wyznaczaly
jedynie funkcje autokorelacji kolejnych, nastepu-
jacych po sobie linii obrazu.

Istote wynalazku stanowi wurzgdzenie zawiera-
jace sterowany ukladem sterujacym zmodyfiko-
wany analizator, na ktérego wyjsSciach otrzymuje
sie cztery sygnaly odpowiadajgce skaningowi
dwoéch réznych linii obrazu w dwoéch przeciwbiez-
nych kierunkach. Wyjscia zmodyfikowanego ana-
lizatora polaczone sa z dwoma wejSciami kazdego
z dwoch konwolutor6w jednowymiarowych w taki
sposObb, ze do kazdego konwolutora dostarczony
jest sygnal podstawowy i odwr6cony w czasie od-
powiadajace jednej tylko linii obrazu.

Zmodyfikowany analizator zbudowany jest z
plytki piezoelektryka, na ktérego powierzchni na-
niesione sg dwa, prostopadle i przecinajgce sie
symetrycznie przetworniki impulsowych fal po-
wierzchniowych, dzielace powierzchnie piezoelek-
tryka na cztery kwadraty. W kazdym z czterech
kwadratbw, na powierzchni piezoelektryka, znaj-
dujag sie wzajemnie niestykajace sie plytki p61-
przewodnika, z ktérych kazda tworzy z lezacym
pod nia piezoelektrykiem Kklasyczny uklad dwu-
wymiarowego konwolutora akustoelektronicznego.
Zewnetrzne powierzchnie piezoelektryka i poliprze-
- wodnikéw sa metalizowane, przy czym powierzch-
nia piezoelektryka warstwg przeZroczysta.

Na kazdy z czterech kwadratéw rzutowany jest
analizowany obraz optyczny, przy czym w danym
kwadracie analizowany obraz jest obrécony wzgle-
dem obrazu w sgsiednim kwadracie o kat +90°
lub —90°. Obrazy padajace na niestykajace sie
kwadraty sa wzgledem siebie nieobrécone. Takie
wzajemne usytuowanie czterech, takich samych
obraz6w w czterech kwadratach umozliwia otrzy-
mywanie na wyjSciu zmodyfikowanego analizato-
ra réwnocze$nie czterech sygnaléow wizyjnych od-
powiadajacych skaningowi dwoch réznych linii
obrazu w dwoéch przeciwbieznych kierunkach.

Urzadzenie wedlug wynalazku pozwala na uzy-
skanie korelacji pomiedzy dwoma réznymi obra-

zami optycznymi rzutowanymi po przekatnych
kwadratu powierzchni calego zmodyfikowanego
analizatora.
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Urzadzenie bedace przedmiotem wynalazku wy-
znacza jednocze$nie korelacje dwoéch réznych linii
dwoéch obrazéw optycznych.

Przedmiot wynalazku zostanie blizej obja$niony
w przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia schemat blokowy urzadzenia do
korelacyjnej analizy dwuwymiarowych obrazow
optycznych, a fig. 2 przedstawia widok og6élny
zmodyfikowanego analizatora.

Dwa wyjscia zmodyfikowanego analizatora 1 z
sygnalem podstawowym fi’(t) i odwréconym w
czasie fy'(-t), dotyczace pierwszej linii obrazu, do-
lgczone sg do dwoch wej$é jednowymiarowego
konwolutora 2, a dwa pozostale wyjécia zmody-
fikowanego analizatora 1 z sygnalem podstawo-
wym f2’(t) i odwréconym w czasie fi”(-t) doty-
czgce drugiej linii obrazu, dolaczone sg do dwoéch
wejsé drugiego jednowymiarowego konwolutora 3.
Zmodyfikowany analizator 1.sterowany jest ukla-
dem sterujacym 4.

Zmodyfikowany analizator 1 sklada sie z plytki
piezoelektryka A, na ktérego powierzchni nanie-
sione sg dwa prostopadle i przecinajgce sie sy-
metrycznie przetworniki miedzypalczaste IDT C
i D. Przetworniki te dzielg powierzchnie piezo-
elektryka ria cztery kwadraty. W kazdym z czte-
rech kwadratow znajduje sie przylegajgca do pie-
zoelektryka A plytka péiprzewodnika B1, B2, B3
i B4. Plytki poélprzewodnika wzajemnie nie sty-
kajg sie. Zewnetrzne powierzchnie piezoelektryka
i czterech plytek pélprzewodnika pokryte sg me-
talicznymi elektrodami, przy czym Dpiezoelekiryk
metalizowany jest warstwg przeZroczysts.

Kazda plytka p6lprzewodnika B1, B2, B3 i B4
tworzy z lezacym pod nig piezoelektrykiem A kla-
syczny uklad dwuwymiarowego konwolutora aku-
stoelektronicznego.

Jezeli przyjaé, ze przetworniki C i D tworzg
prostokatny uklad wsp6irzednych, to obrazy 01
i 03 w éwiartce pierwszej i trzeciej oraz 02 i 04
w éwiartce drugiej i czwartej sg jednakowe i
wzajemnie nie odwré6cone, natomiast obrazy 02
i 04 w stosunku do obrazu 01 odwrb6cone sq o kat
—90°.

Po zrzutowaniu dwoch obrazéw podiegajacych
obr6bce korelacyjnej na zmodyfikowany analiza-
tor w wyzej przedstawiony spos6b, w kazdym
dwuwymiarowym konwolutorze ABl1, AB2, AB3
i AB4 nastepuje jednoczesna analiza dwo6ch réz-
nych linii obrazéw 01=03 i 02=04 w dwoéch prze-
ciwnych kierunkach. Na czterech koncéowkach wyj-
$ciowych zmodyfikowanego analizatora otrzymuje
sie sygnaly, z ktérych dwa, sygnal podstawowy
pierwszego obrazu i pierwszej linii f,’(t) i sygnal
odwro6cony drugiego obrazu odpowiadajacy tej sa-
mej linii fy(-t) podaje sie na dwa wejscia jedno-
wymiarowego konwolutora 2, a dwa sygnaly po-
zostale, sygnal podstawowy drugiego obrazu i dru-
giej linii f2”(t) i sygnal odwrécony pierwszego
obrazu drugiej linii f;”(-t) podaje sie na dwa wej-
$cia drugiego jednowymiarowego konwolutora 3.

Na wyjsciach konwolutoréw jednowymiarowych
otrzymuje sie sygnaly odpowiadajgce funkcji ko-
relacji dwéch ré6znych linii dwoch obrazéw opty-
cznych.
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Zastrzezenia patentowe

1. Akustoelektroniczne urzadzenie do korelacyj-
nej analizy dwuwymiarowych obrazéw optycznych,
znamienne tym, ze sklada sie ze sterowanego ukla-
dem sterujgcym (4) analizatora zmodyfikowanego
(1) z czterema sygnalami wyj$ciowymi, zawieraja-
cymi dwa sygnaly podstawowe i dwa odwrécone
w czasie, przy czym dwa wyjsScia analizatora z

6

2. Akustoelektroniczne urzadzenie wediug zastrz.
1, znamienne tym, ze analizator zmodyfikowany
(1) sklada sie z piezoelektryka (A), na ktérego
powierzchni naniesione sg dwa prostopadle i prze-
cinajgce si¢ symetrycznie przetworniki impulsowej
fali powierzchniowej (C, D) dzielgce powierzchnie
piezoelektryka na cztery pola, przy czym w obre-
bie kazdego z nich znajdujg sie piytki p6iprze-
wodnika (B1, B2, B3, B4) nie stykajace si¢ wza-

sygnalem podstawowym fi'(t) i odwr6conym fi'(-t) 10 jemnie i przylegajace do powierzchni piezoelek-
tej samej linii, dolgczone sg do dwéch wej$é kon- tryka (A), tworzace wraz z nim cztery konwolu-
wolutora jednowymiarowego (2), a dwa pozostale tory dwuwymiarowe analizujace obrazy, z ktérych
wyjécia analizatora z sygnalem podstawowym f2”(t) sgsiadujgce odwrécone sy wzgledem siebie o kat
i odwréconym f1”(-t) innej linii, dolaczone sg do +90° a lezgce na przekatnych sg wzgledem siebie
dwéch wejsé drugiego konwolutora jednowymia- 15 njeodwrécone.
rowego (3). ’
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